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no destructivos de metal




Soluciones para ensayos de dureza
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Método de ensayo
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/1 HL,K 1000 = 1000
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Portable Rockwell 50 N

UCI (Ultrasonic Contact
Impedance = impedancia

Principio Atico): ici6
P §—4J I(esta?coé.'gﬁzdémon de | ge contacto ultrasénica):
a protundidad de pene- | medicién del desfase de
Etapa de impacto Etapa de rebote ——> 02 A
tracion de un diamante | o encia, el cual correla-
Leeb (dindmico): medicion de la velocidad de un cuerpo de impacto propulsado forzado a penetrar la ciona con la profundidad
por fuerza de resorte contra la superficie de la pieza de ensayo pieza de ensayo de penetracion del inden-
tador Vickers
Normas ASTM A956, ISO 16859, DIN 50156 DIN 50157 ASTM A1038, DIN 50159
Dura.c|.¢?n dela Menos de 1 s Hasta 5 s ~1s
medicién
Escala nativa HL um, pinch HV (UCI)

verificacion

Eecalas disoonibjes 1B HY: HRB, HRC, HS, | HB, HV, HRB, HRC, HS, | HB, HV, HRA, HRB, HRC, i 5”,21’ :E?é?ﬁh&ﬁ% HB, HV, HRA, HRB, HRC,
P MPA MPA! HS, MPA ’ MPA’ ! HR15N, HR15T, MPA
Combinacion con - - Portable Rockwell, UCI Leeb, UCI Leeb, Portable Rockwell
métodos
Sondas D D DL D DCDL|S | E|G|C 50N Ajustable de HV1 a HV5
Objetos delgados ]
Objetos ligeros . 3 3
Objetos de accesi- . ol e R
bilidad limitada
(%]
g Objetos pulidos . . .
‘S | Objetos redondos
L] L] L] L] L] L] L] L] L]
-% pequefios?
< | Objetos de tamafio
. L] L] L) L] L] L] L] L] L] L] L]
mediano
Objetos muy duros o | o 3 3
Objetos grandes . . . o | e 00| e 00 . .
Objetos de fundi- .
cion grandes
Pantalla dispositivo iOS Monocroma de 4 digitos Unidad de pantalla tactil de color de 7” (800x480 pixeles)
-}
S | Memoria dispositivo iOS 32 kB (~ 2’000 lecturas)" Memoria flash interna de 8 GB (> 1°000’000 mediciones)
=
§ Conexion de datos %’ Bluetooth, WiFi USB, software gratuito USB, Ethernet, software gratuito
- > ia AAA
® | Fuente de alimen- i sateria Bateria incorporada P . »
] - — recargable (< 8 h de . Bateria intercambiable (> 8 h de duracion)
= | tacion > " (> 16 h de duracion)
S ~g duracién)
Plataforma c dispositivo i0OS Unidad integrada Concepto modular, IP 54
0
Muiltiples idiomas g Multi-idioma Independiente del idioma 11 idiomas y huso horario soportados
o k)
E “=‘-. Personalizacion E" Cuaderno de trabajo - Perfiles de usuario, vistas de usuario
e »
£ 2| Guia del usuario Ayuda en pantalla - Sugerencias en pantalla, asistentes, manual electrénico
[t}
=
Informes Proceq cloud Software de PC" Software de PC, informes directos, informes personalizados
8 Accesc.)rlgs para 13 anillos de soporte 14 anillos de soporte 16 anillos de soporte 3 patas especiales, p!nza 1 base especial
5 | lamedicion con 3 soportes especiales
«\
@ .
E Herramientas de 4 bloques de ensayo 7 blogues de ensayo 16 blogues de ensayo 3 bloques de ensayo 3 bloques de ensayo

1'S6lo Equotip Piccolo 2 2 Dispositivos de impacto Equotip Leeb en combinacién con anillos de soporte correctos
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equotip

Construido para Internet de las cosas (loT) e Industria 4.0

Sincroni-
zacion en
tiempo real

El durometro Leeb portatil mas intuitivo

Equotip Live Leeb Dispositivo de impacto D

e Dispositivo inalambrico ultra portatil, perfecto para espacios confinados
en en sitio

e Mdltiples usuarios pueden compartir el mismo dispositivo de impacto /
Uso de multiples dispositivos de impacto con la misma aplicacién movil

e Anillo de LED multicolores con indicacion del estado

Aplicacion mévil Equotip y Proceq Live cloud
Interfaz de usuario limpia y cuaderno de trabajo para trazabilidad plena
Copia de seguridad continua en linea para prevenir la pérdida de datos

Plataforma web segura live.proceq.com
Administracién centralizada de plantillas y perfiles de informes

a | J-;:rrl Store
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Equotip®- La norma industrial desde 1975

Equotip®es la marca mas consolidada y confiada para la ejecucion de ensayos de dureza portatiles usando los métodos Leeb
dinamico, Portable Rockwell y UCI. Los instrumentos de Proceq son desarrollados, disefiados y fabricados en Suiza.

El Equotip 550 es la solucion portatil completa mas versatil
para la ejecucién de ensayos de dureza usando Leeb dinami-
co, Portable Rockwell y UCI. La unidad de pantalla Equotip
ofrece una interfaz de usuario intuitiva, para mayor eficiencia y
alta experiencia de usuario.

¥ Asistentes de Métodos I[}\ Informes
guia combinados personalizados

El principio de Leeb es el método mas rapido y facil de deter-
minar la dureza. Con los siete diferentes dispositivos de im-
pacto y 16 anillos de soporte, el Equotip 550 Leeb cubre una
amplia gama de aplicaciones. Nuevas caracteristicas, como
asistentes, creacion de informes, cartografiado y mucho mas,
hacen posible un uso todavia mas conveniente y rentable que
nunca.

El Equotip 550 Portable Rockwell es una solucién de medicion de dureza estatica, la cual es altamente apreciada para
aplicaciones en muestras delgadas o ligeras. Adicionalmente, se le puede utilizar en practicamente cualquier material sin
necesidad de realizar ajustes especiales. Por ello, es usado muy frecuentemente como un método de referencia para otros
principios de medicion. Una amplia gama de accesorios le proporciona gran versatilidad.

El Equotip 550 UCI es muy adecuado para aplicaciones donde la accesibilidad es limitada, tal como
es el caso con soldaduras, ZAC o estructuras de superficie dificiles. Mediciones UCI son rapidas y
faciles y con nuestro estreno mundial, la carga de ensayo ajustable de HV1 a HV5 (patente pendiente),
una amplia gama de aplicaciones se puede cubrir con una sola sonda UCI.

Los Equotip Piccolo/Bambino 2integranlapantallayeldispo-
sitivo de impacto en una unidad siguiendo el principio de dureza
Leeb. Elreconocimientoautomaticodeladirecciéndeimpactoy
el autodiagnéstico permiten que los ensayos de dureza de
metal sean increiblemente faciles.

Portafolio de bloques de ensayo

Extensa gama de bloques de ensayo de dureza exactos
disponibles para cada dispositivo de impacto, con diferentes
niveles de dureza para su verificacion periédica.

Accesorios

Pinza de medicion, patas y anillos de soporte sin igual estan a
disposicion para la sonda, permitiendo la ejecucion de ensayos
en muestras de varias geometrias.
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Nueva unidad de pantalla Equotip® 550
Construida para entornos exigentes

Caracteristicas de pantalla tactil
Para el uso simplificado y mejorado en

pantalla de alta resolucién

784 HLD

Pantallas personalizadas
Disponga la vista de acuerdo a
sus necesidades

Elaborada interfaz de usuario
Disefiada por expertos
industriales para 6ptimo
funcionamiento

Caja especial optimizada
con respecto a robustez
Caja de disefio ergonémico
y cauchutada para
amortiguar impactos.
Proteccién contra polvo y
salpicaduras de agua

(IP 54).

Conectores y circuitos
protegidos contra polvo y
picos de voltaje

Capuchones de proteccion
de goma, de disefio
especial para todos los
conectores, cumpliendo
con las directivas de baja
tension y compatibilidad
electromagnética (CEM).

Robusta pantalla tactil
resistente a arahazos

Pantalla tactil durable

y resistente a arafiazos
gracias a la tecnologia de
cristal Gorilla®. Menos
reflexién en la pantalla
gracias a la lamina anti
reflejo opcional.

Operativo en un amplio
rango de temperatura

Opera a temperaturas

de -10°C a +50°C (14°F a
122°F) y una humedad de
hasta el 95 %.
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Equotip® Leeb dispositivos de impacto

v

D/DC DL
+ Equotip Live S E G C
+ Equotip Piccolo 2 / Bambino 2
Energia de impacto 11 Nmm 11 Nmm 11 Nmm 11 Nmm 90 Nmm 3 Nmm
Indentador Carburo de Carburo de Ceramicas Diamante Carburo de Carburo de
tungsteno tungsteno 3mm policristalino | tungsteno tungsteno
3mm 2.8mm 3mm 5mm 3mm
Ambito Sonda mas Punta de inden-| Para medicio- | Para medicio- Componentes Para com-
comunmente |tador (sonda) |nesenrangos nesenrangos | grandesy ponentes de
usada. Para la |estrecha para |de durezaex- | dedurezaex- | pesados,p. superficie
mayoria de las | mediciones tremos. Aceros | tremos. Aceros | ej. piezas de endurecida,
aplicaciones. |en areas de de herramien- | de herramien- | fundicién o revestimientos,
dificil acceso  |tas con un alto |tas con un alto | forjadas. piezas delga-
o en espacios | contenido de |contenido de das o sensibles
confinados. carburo. carburo. al impacto.
Bloques de ensayo <500 HLD <710HLDL <815HLS ~740HLE ~450HLG ~565HLC
~600HLD ~780HLDL ~875HLS ~810HLE ~570HLG ~665HLC
~775HLD ~890 HLDL ~835HLC
Acero y fundicion de | Vickers HV 81-955 80-950 101-964 84-1211 81-1012
acero Brinell HB 81-654 81-646 101-640 83-686 90-646 81-694
Rockwell HRB 38-100 37-100 48-100
HRC 20-68 21-68 22-70 20-72 20-70
HRA 61-88 61-88
Shore HS 30-99 31-97 28-104 29-103 30-102
Rm N/mm? o1 275-2194 275-2297 340-2194 283-2195 305-2194 275-2194
a2 616-1480 614-1485 615-1480 616-1479 618-1478 615-1479
o3 449-847 449-849 450-846 448-849 450-847 450-846
Acero de herramien- | Vickers HV 80-900 80-905 104-924 82-1009 * 98-942
tas para trabajo en Rockwell HRC 21-67 21-67 22-68 23-70 20-67
frio
Acero inoxidable Vickers HV 85-802 * 119-934 88-668 * *
5 Brinell HB 85-655 105-656 87-661
'S Rockwell HRB 46-102 70-104 49-102
3 HRC 20-62 21-64 20-64
E Fundicion de Brinell HB 90-664 * * * 92-326 *
< hierro, grafito Vickers HV 90-698
S laminar GG Rockwell HRC 21-59
=
< Fundicion de hierro, Brinell HB 95-686 * * * 127-364 *
grafito nodular GGG Vickers HV 96-724
Rockwell HRC 21-60 19-37
Aleacién de aluminio |Brinell HB 19-164 20-187 20-184 23-176 19-168 21-167
de fundicién Vickers HV 22-193 21-191 22-196 22-198
Rockwell HRB 24-85 24-86 23-85
Aleaciones de Brinell HB 40-173 * * * * *
cobre/zinc (latén) Rockwell HRB 14-95
Aleaciones de CuAl/ |Brinell HB 60-290 * * * * *
CuSn (bronce)
Aleacioén de forja Brinell HB 45-315 * * * * *
de cobre, de baja
aleacion
Preparacion Clase de grado de rugosidad ISO 1302 | N7 N9 N5
de superficie Max. profundidad de rugosidad R, |10/ 400 30/1200 2.5/100
(um / pinch)
o Rugosidad promedio R_ (um / pinch) |2/80 71275 0.4/16
§ Masa minima De forma compacta (kg / Ibs) 5/11 15/33 1.5/3.3
§ delamuestra En soporte sélido (kg / Ibs) 2/45 5/11 0.5/1.1
§ Acoplada en placa (kg / Ibs) 0.05/0.2 0.5/1.1 0.02/0.045
3 Espesor minimo Sin acoplar (mm / inch) 25/0.98 70/2.73 15/0.59
- EalpimiE Acoplada (mm / inch) 3/0.12 10/0.4 1/0.04
= Espesor de capa de superficie 0.8/0.03 0.2/0.008
@ (mm/inch)
B Tamaiio de Con 300 HV, | Didmetro (mm /inch) |0.54/0.021 1.03/0.04 0.38/0.015
g indentacion en 30 HRC Profundidad (um/pinch)| 24 / 960 53 /2120 12/ 480
£ superficie de ensayo — )
Con 600 HV, |Didmetro (mm /inch) |0.45/0.017 0.9/0.035 0.32/0.012
55 HRC Profundidad (um/pinch)| 17 / 680 41/1640 8/320
Con 800 HV, | Didametro (mm /inch) |0.35/0.013 0.30/0.011
63 HRC Profundidad (um/pinch)| 10 / 400 7/280
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Medidor de espesor ultrasonico
Informacion de pedido

El Zonotip mide el espesor de una amplia gama de
materiales, incluyendo metales ferrosos y no ferro-
sos, polimeros, compuestos, cristal, ceramicas, re-
sinas epoxidicas y mas.

El Zonotip+ incluye un transductor mas pequefio de
un solo elemento, el cual es adecuado para la medi-
cion en areas de acceso limitado. El modo Escaneado
A le permite al inspector caracterizar las sefales de
salida, reduciendo al minimo las lecturas incorrectas
de ecos no pertinentes.

Informacion de pedido Servicio postventa y garantia
......................................... Proceq provee el soporte completo para cada instrumento de
(35610001 EQuotip 890 ensayos a través de nuestro servicio postventa y estableci-
356 10 002 Equotip 550 Leeb D mientos de soporte globales. Ademas, cada instrumento dis-
356 1 0 003 Equotlp 550 Leeb G ................................. pone de la garantia Proceq estandar de 2 afios y de las opcio-
............................................................................... nes de garantia extendida para los Componentes electrénicos.
356 10 004 Equotip 550 Portable Rockwell
356 10 005 Equotip 550 UCI Garantia estandar
356 10 020 Kit Equotlp 550 Portable Rockwell yUCI """ e Componentes electronicos del instrumento: 24 meses
356 10 021  Kit Equotip 550 Portable Rockwell y Leeb D * Elementos mecanicos del instrumento: 6 meses
35610022 KitEquotip 550 Leeb Dy UCI ... Garantia extendida
356 00 600 Equotip Sonda Portable Rockwell 50N* Al adquirir un instrumento nuevo, se puede comprar un maxi-
35210001 Durémetro Equotip Piccolo 2, unidad D mo de 3 afos de garantia adicional para los componentes
............................................................................... electrénicos del instrumento. La garantia adicional se debe
.35220 001 ' Durémetro Equotip Bambino 2, unidad D solicitar en el momento de la compra o dentro de un lapso de
35899 002 Alquiler llimitado de Equotip Live Leeb D 90 dias tras la compra.

(Adicionalmenterequiere: 358 10001 Equotip
Live Kit Leeb D)

* &% La sonda se puede conectar directamente
/' al PC (software incluido)

Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Toda la informacién contenida en esta documentacion se presenta de buena fe y se supone correcta. Proceq SA no asume garantia

y excluye cualquier responsabilidad con respecto a la integridad y/o la exactitud de la informacion. Para el uso y la aplicacién de cualquier producto fabricado y/o vendido por
Proceq SA se remite explicitamente a los manuales de operacion correspondientes.

Proceq SA

Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach
Suiza

Tel.:  +41(0)43 35538 00
Fax: +41 (0)43 355 38 12
info@proceq.com
Www.proceq.com
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